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บทคดัย่อ 
งานวิจยัน้ีศึกษาการก าจดัพื้นหลงัในฟูเรียร์ทรานฟอร์มโปรฟิโลเมทรีโดยใชอ้นุพนัธ์ล  าดบัท่ีหน่ึง
และล าดบัท่ีสองของเวฟเลทชนิดเกาส์เซียน ซ่ึงขอ้ดีของการใชเ้วฟเลทชนิดเกาส์เซียนเม่ือเทียบกบั
กระบวนการปกติคือ สามารถก าจดัสัญญาณพื้นหลงัไปพร้อมๆกบัการคดัเลือกความถ่ีมูลฐานท่ีใช้
ในการสกดัขอ้มูลเฟส ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่การวดัความสูงสามมิติโดยใชอ้นุพนัธ์ล  าดบัท่ี
สองของเกาส์เซียนเวฟเลท็ใหผ้ลท่ีแม่นย  ากวา่การใชอ้นุพนัธ์ล  าดบัท่ีหน่ึง 
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Abstract 

Background elimination in Fourier transform profilometry by using first and second derivatives 

of Gaussian wavelets are studied. The advantage of the Gaussian wavelets over the conventional 

method is that it can simultaneously eliminate the background signal and select fundamental 

frequency used for phase extraction. Experimental results show that 3D height measurements by 

using the second derivative Gaussian wavelet is more accurate than the first derivative.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




